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Lichtstreuung an einem Tropfen mit eingebettetem kugelformigem Partikel fur
die Time-Shift-Technik
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Diese Arbeit befasst sich mit der Lichtstreuung an Tropfen mit eingebettetem Partikel, wie sie bel Verkapselungs- und
Beschichtungsprozessen oder beim Verspruhen von Metalliclacken auftritt. Ein 3D-Strahlverfolgungsmodell berechnet die Bahnen einer
grol3en Zahl von Strahlen einer einfallenden ebenen Welle und Uberlagert alle in eine bestimmte Richtung gestreuten Strahlen zum
Streudiagramm [1, 3].

. Dreidimensionale Strahlverfolgung (3DRT)

Comparison between Debye Series and Ray Tracing
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Abb. 1 Abb. 2 Strahlverfolgung (rot) im Vergleich zur Lorenz-Mie-Theorie Abb. 3 Strahlverfolgung (GORT) im Vergleich zur Debye-
Strahlverfolgungsmodell eines  (schwarz) [4]. Reihe [1, 3]; P-Polarisation, R =20 ym, nt = 1,333, A =
Tropfens mit eingebettetem 633 nm.
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Abb. 4 Variation der Partikelgrof3e Abb. 5 Variation der Partikelposition in y (Tropfen Abb. 6 Variation der Partikelposition in z (Tropfen
(Tropfendurchmesser 20 um). 100 um, Partikel 20 um). 100 um, Partikel 20 pum).

® Die Vorwartsstreuung reagiert weniger empfindlich auf eine Anderung der Partikelposition in z-Richtung.
® Die GroRe des eingebetteten Partikels hat einen deutlichen Einfluss auf die Intensitat der Vorwartsstreuung.

E) Lichtstreusimulation fiir die Time-Shift-Technik

Simulated Time-Shift Signal for different Size of Particle
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Abb. 7 Prinzip der Time-Shift-Technik: Streuordnungen und Abb. 8 Simuliertes TSTOF-Signal fur verschiedene Partikelgrof3en (Tropfendurchmesser
Signalpeaks (6s = 150°, m = 1,333, 1 -Polarisation). 100 pm).

® Bei einem Partikeldurchmesser von 45 pm verschwindet das Signal der Streuordnung p = 2.1.

® Bei einem Partikeldurchmesser liber 75 pm verschwinden beide Brechungen zweiter Ordnung p = 2.1 und p = 2.2, weil das Partikel die
iInterne Reflexion des Lichts blockiert.
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